
 

 

 

 

 

 

 

 ｒａｎｄｏｍ試料の得にくいＴｉｔａｎｉｕｍの極点データ処理 
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概要 

 ＸＲＤによる極点測定では、試料を傾けては測定が行われる。この際、反射ビームが広がり 

   受光スリットから外れ、測定強度が低下する。この現象がｄｅｆｏｃｕｓと呼ばれている。 

   ｄｅｆｏｃｕｓの補正量は、受光スリット幅、測定２θ角度に依存しています。 

   以下に２θ角度とスリット幅によるｄｅｆｏｃｕｓ曲線を示す。 

 ゴニオ半径＝１８５ｍｍの場合 

 受光スリットは７，６，５，４，３，２，１ｍｍ  

 ２θ＝３２．２２３度 

  

  極点図の中心 

 ２θ＝７４．１３度 

  

 ２θ角度が大きい、受光スリットが広い とｄｅｆｏｃｕｓが小さくなります。 

 

 このように計算でｄｅｆｏｃｕｓ補正が行えます。 

 以下に、 

極点処理で計算ｄｅｆｏｃｕｓ方法 

  ＯＤＦ解析後ｄｅｆｏｃｕｓ補正を行う方法 を説明します。 
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極点処理で計算ｄｅｆｏｃｕｓを行う 

 

 

 光学系を指定する。 

 測定データには、測定２θ角度、受光スリット幅が登録されていて、補正量が計算されます。 

  

 

 

 



以下に、計算ｄｅｆｏｃｕｓ補正と補正なしの比較を行います。 

補正なし 

 

 

 

計算ｄｅｆｏｃｕｓ補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＯＤＦ解析結果比較 

入力極点図と ODF解析後の再計算極点図にてＲｐ％を比較する。 

  

補正なし 

 

補正あり 

 

 

 Ｒｐ％では補正なし１０．６７ 補正あり１．０５％ 

 補正なしのＲｐ％プロファイルで極点図の外側にてＲｐ％プロファイルが徐々に低下している。 

 ｄｅｆｏｃｕｓ補正が足りない傾向を示しています。 

 

 

 

 

 

 



補正なし解析結果のＲｐ％曲線を用いてｄｅｆｏｃｕｓ補正 

 

 右下がり Rp％曲線から補正曲線が作成されている 

  

 曲線を確認 

  

  極点図毎に、多項式近似曲線が作成されています。 

 この曲線にて、補正なしの極点図のｄｅｆｏｃｕｓ補正を行う。 

 



 入力データを指定する 

 

 計算されたｄｅｆｏｃｕｓ曲線から補正を行う。 

  

 Ｌａｂｏｔｅｘ入力データを作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＬａｂｏＴｅｘで解析 

 

 改善されている。 

 

     Ｌａｂｏｔｅｘ評価 ＶａｌｕｅＯＤＦＶＦ評価 

 ｄｅｆｏｃｕｓ補正なし  １０．６７％  １０．７％ 

  ＯＤＦ解析後ｄｅｆｏｃｕｓ補正 ４．５６％  ３．９％ 

 ｄｅｆｏｃｕｓ補正  １．０５％  ０．７％ 

 

 

 

まとめ 

 ｒａｎｄｏｍ試料が得られない場合、計算ｄｅｆｏｃｕｓ補正を行い、 

 ＶａｌｕｅＯＤＦＶＦによるＲｐ％プロファイルを確認し、右下がり（ｄｅｆｏｃｕｓが足りない）、 

 或いは、右上がり（ｄｅｆｏｃｕｓが強すぎる）は、ＶａｌｕｅＯＤＦＶＦによる 

 再ｄｅｆｏｃｕｓ補正を行うことで、正しい結果が得られます。 

  


